
県内企業（電子部品メーカー）の 設備利用 と 技術指導 

電子部品の めっき不良 の原因調査事例 

製品イメージ図  

使用装置： 集束イオンビーム加工機（㈱日立ハイテクフィールディング：FB2200） 

① 不良部分をGaイオンで真上から加工 ② ＦＩＢ加工後（真上から観察） 

③ 傾けて観察 
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④ 拡大観察 
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めっき製品の表面に凸欠陥が発生したため、製造のどの工程で発生したのか、ＦＩＢ加工機にて断面加工および観察して調査しました。 
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・異物の巻き込み？ 
・圧延材料の変形？ 
・めっきＡの不良？ 
・めっきＢの不良？ 
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「めっきA の不良」 と判明 

めっきBは均一に付いている 


